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Anglicky termin , TEST” se obvykle preklada:

,ZKOUSENI“ - pro oblast ov&fovani elektrickych, mechanickych a klimatickych parametrd;
,TESTOVANI“ - pro oblast ové&fovani prostfedkl informacnich technologif (software i hardware).

Prvni ¢4st souboru norem CSN ISO/IEC 10373 se vztahovala na oblast ,zkou$eni“, a tedy spole¢ny
nazev pro soubor CSN ISO/IEC 10373 byl ,Identifika¢ni karty - Zkusebni metody*. Dals{ ¢sti souboru
se vice vztahuji na oblast ,testovani“. Proto v celé Casti 6, vCetné spole¢ného nazvu souboru,
pouzivame ,Metody testovani” atp.



anglicky termin
[/ zkratka

test

test set-up

test PCD assembly

assembly of test PCD

PCD-test-apparatus
test PCD antenna
test report

load modulation
operating volume

Pouzity preklad (vyklad)

* testovani (parametrd néceho)
* testovaci (prfedmét/postup pouzivany pri testovani)
* testovany (pfedmét, jehoZz vlastnosti se testuji)

usporadani testu

testovaci PCD sestava
(zarizeni PCD urcené pro testovani néceho)

montaz testovaciho PCD
(montaz zafizeni PCD urceného pro testovani né¢eho)

aparatura pro testovani PCD
testovaci PCD anténa
zprava o testu

zatézova modulace
pracovni prostor

* procedura (¢dst SW, ¢ast diagnostiky digitalniho HW atp.)

procedure * postup (testovani elektrickych parametrd)
stream (bitd) proud
sub-state substav

Upozornéni na narodni poznamky
Do normy byla ke kapitole 2 doplnéna vysvétlujici narodni poznamka.
Dalsi informace

Anglicky termin symbol se preklada ¢eskym slovem symbol, protoze se zde pouziva ve vyznamu
nadrazeného terminu vici podrazenym termindm: znacky, znaky, oznaceni atd., aby se vSechny tyto
terminy nemusely vypisovat.
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Predmluva

ISO (Mezinarodni organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinarodni elektrotechnicka komise) tvori
specializovany systém celosvétové normalizace. Narodni organy, které jsou Cleny ISO nebo IEC, se
podileji na vypracovani mezinarodnich norem prostrednictvim technickych komisi ustavenych
prisluSnymi organizacemi pro jednotlivé obory technické ¢innosti. Technické komise 1SO a IEC
spolupracuji v oborech spolec¢ného zajmu. Prace se zUcastiuji také dalsi vliadni a nevladdni mezinarodni
organizace, s nimiz I1SO a IEC navéazaly pracovni styk. V oblasti informacni technologie zfidily ISO a IEC
spole¢nou technickou komisi ISO/IEC JTC 1.

Navrhy mezinarodnich norem jsou vypracovavany v souladu s pravidly danymi smérnicemi ISO/IEC,
cast 2.

Hlavnim Ukolem spolecné technické komise je vypracovani mezinarodnich norem. Navrhy
mezinarodnich norem prijaté spole¢nou technickou komisi jsou rozesilany narodnim ¢lendim
k hlasovani. Vydani mezinarodni normy vyzaduje souhlas alespon 75 % hlasujicich narodnich organd.

Upozorfuje se na moznost, ze nékteré prvky tohoto dokumentu mohou byt pfedmétem patentovych
prav. I1SO a IEC nelze Cinit odpovédnou za identifikaci jakéhokoliv nebo vSech patentovych prav.

ISO/IEC 10373-6 vypracovala spole¢na technicka komise ISO/IEC JTC 1 Informacni technologie,
subkomise SC 17 Karty a osobni identifikace.

Toto druhé vydani zruSuje a nahrazuje prvni vydani (ISO/IEC 10373-6:2001), které bylo technicky
revidovano. Zahrnuje také zmény ISO/IEC 10373-6:2001/Amd.1:2007, ISO/IEC 10373-
6:2001/Amd.2:2003, ISO/IEC 10373-6:2001/Amd.3:2006, ISO/IEC 10373-6:2001/Amd.4:2006

a ISO/IEC 10373-6:2001/Amd.5:2007.



Zménu 1 k ISO/IEC 10303-6:2011 vypracovala spole¢na technicka komise ISO/IEC JTC 1 Informacni
technologie, subkomise SC 17 Karty a osobni identifikace.

ISO/IEC 10373 sestava z nasledujicich ¢asti, pod spole¢nym nazvem Identifikalni karty - Zkusebni
metody:

. C4st 1: Zkousky vseobecnych charakteristik

. C4st 2: Karty s magnetickymi prouzky

. C4st 3: Karty s integrovanymi obvody s kontakty a pfislusnéa zafizeni rozhrani
. Cést 4: Karty s tdsnou vazbou

. Cést 5: Optické pamétové karty

. Cést 6: Karty s vazbou na blizko

. C4st 7: Karty s vazbou na dalku

. Cést 8: USB-ICC

. C4st 9: Karty s optickou paméti - Metoda holografického zéznamu

1 Predmét normy

ISO/IEC 10373 stanovi metody testovani pro charakteristiky identifikaCnich karet podle ISO/IEC 7810.
V kazdé metodé testovani jsou kfizové odkazy na jednu nebo vice zakladnich norem, coz mlze byt
ISO/IEC 7810 nebo jedna nebo vice doplfujicich norem, které popisuji technologie ukladani informaci
pouzivané v aplikacich identifikacnich karet.

POZNAMKA 1 Kritéria pro pfijeti nejsou ¢asti ISO/IEC 10373, ale Ize je nalézt ve vyse zminénych
mezinarodnich normach.

POZNAMKA 2 Metody testovani popsané v této ¢asti ISO/IEC 10373 jsou uréeny, aby se provadély
samostatné. Pro danou kartu nebo prfedmét s vazbou na blizko, nebo zafizeni pro vazbu na blizko se
nepozaduje, aby prosly postupné vsemi testy.

Tato Cast ISO/IEC 10373 stanovi metody testovani, které jsou specifické pro karty nebo predméty
s vazbou na blizko, nebo zafizeni pro vazbu na blizko, stanovené v ISO/IEC 14443-1:2008,

ISO/IEC 14443-2:2010, ISO/IEC 14443-3:— a ISO/IEC 14443-4:2008. ISO/IEC 10373-1 urcuje metody
testovani, které jsou spolecné pro jednu nebo vice technologii karet s integrovanymi obvody; dalsi
Casti normy se zabyvaji testy specifickymi pro jednotlivé technologie.

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN.



